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硫化物系固体電解質を用いた全固体リチウム二次電池は、安全性向上や充放電の長寿命化が期待できるため、次世代の大

型二次電池として期待されているが、高エネルギー密度を達成する上で種々の課題があり、電池材料開発において、ブレークス
ルーが期待されている。我々は、ラボXPSを用いた表面構造の結果と電池特性との相関関係を見出しているが、XPSの情報は表
面数nmに過ぎない。固体電解質と活物質の界面反応を抑制するために導入する界面SE層の厚さは20nmであり、さらに深い情
報を得るためにX線の励起エネルギーが高くエネルギー可変（1.75～4KeV)のシンクロトロン放射光XPSを用いる解析が必要であ
り、それにより、固体電解質と負極の表面/界面構造また、電極SE層の導入効果について、詳細な解析が可能となる。一方、励起

エネルギーを変えることにより、平均自由行程が変わり、分析深さの評価が困難である。よって、厚みの異なる標準試料を用意
し、かつ、X線反射率測定でその厚みの校正を行い、情報の深さ精度の精密化を狙う。BL8S1 およびBL6N1において、膜厚の異
なるSIO2の解析を行った。
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背景・経緯

期待される効果・社会的インパクト

結果

全固体二次電池モデル正極材料の測定および、BL6N1のXPS測定における角度分解測定及びBL8S1の反射率測定による
基礎的なデータの取得により、表面、界面解析における基礎的な知見（測定条件）が得られた。
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